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Inventia se refet la tehnica de &suraresi poate fi utilizati la turnarea firelor conductoare sau semiconduet@ar
izolatie.

Procedeul de asurare a secinii transversale a unui fir conductor in procedelturnare, de exemplu, a unui microfir
conductor in izolaie de stich, consi Tn extinderea acestuia dintr-o topitude metal, bobinarea microfirului turnat
pe o carcasmetalic, formand o bobif cu microfir turnat cu impedaa electri@ echivalent Z,, misurarea seitinii
transversale a microfiruluji dirijarea ei prin dirijarea regimului de turnase microfirului. Masurarea senii
transversale a microfirului se efectugamin intermediul unui rezistor cu rezistarR, unit in serie cu bobina cu
microfir si portiunea de microfir rsurat de lungime fikl, rezistera liniar r si rezistena integrad rl, formand un
circuit serie de rezistghsumai R+Z,+rl.
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